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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  OMANA, MARTIN EUGENIO 
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Telefono  +39 349 4627502 

Fax  +39 051 209 3073 

E-mail  martin.omana@unibo.it 

 

Nazionalità  Italiana e argentina 

 

Data di nascita  17 GENNAIO 1975 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

2002 - presente 

Università di Bologna 

  Ottobre 2021 – presente: Vincita e fruizione di contratto di lavoro 
autonomo non occasionale (ex art. 2222 e ss C.C.) di durata 12 mesi, 
bando del 22.09.2021, presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Energia Elettrica e dell’Informazione "Guglielmo Marconi" (DEI) 
dell’Università degli Studi di Bologna per ricerche su “Progettazione di 
Smart Systems ad Elevata Affidabilità, Safety ed Efficienza 
Energetica”. Contratto finanziato da Contratto finanziato dal Ministero 
per lo Sviluppo Economico 

 Ottobre 2020 – Settembre 2021: Vincita e fruizione di contratto di 
lavoro autonomo non occasionale (ex art. 2222 e ss C.C.) di durata 
12 mesi, bando del 16.07.2020, presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Energia Elettrica e dell’Informazione "Guglielmo Marconi" (DEI) 
dell’Università degli Studi di Bologna per ricerche su “Strategie per 
l’Affidabilità e la Safety di Microprocessori ad Alte Prestazioni per 
Sistemi Autonomi”. Contratto finanziato da Intel Corporation 

 Marzo 2019 – Settembre 2020: Vincita e fruizione di contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione "Guglielmo 
Marconi" (DEI) dell’Università degli Studi di Bologna, su 
“Progettazione di Sistemi ad Elevata Affidabilità, Safety ed Efficienza 
Energetica”, bando del 12.03.2019. Contratto finanziato da Intel 
Corporation e dal Ministero per lo Sviluppo Economico 
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 Marzo 2018 – febbraio 2019: contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa (di durata annuale) presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Energia Elettrica e dell’Informazione "Guglielmo Marconi" (DEI) 
dell’Università degli Studi di Bologna, su “Nuovo Apparecchio e 
Sistema di Illuminazione Industriale a Elevatissimo Risparmio 
Energetico”, bando del 09.03.2018.  

 Marzo 2017 – febbraio 2018: assegno di ricerca Post-Dottorato 
presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e 
dell’Informazione "Guglielmo Marconi" (DEI) dell’Università degli Studi 
di Bologna, su “Celle ed Architetture di Memoria ad Alta Affidabilità” 

 Marzo 2015 – febbraio 2017: assegno di ricerca Post-Dottorato 
presso il Centro di Eccellenza Denominato Centro di Ricerca sui 
Sistemi Elettronici per l'Ingegneria dell'Informazione e delle 
Telecomunicazioni "Ercole De Castro" (ARCES) dell’Università degli 
Studi di Bologna, su “Tecniche per la Caratterizzazione del Consumo 
di Potenza di Microprocessori ad Alte Prestazioni” 

 Marzo 2013 – febbraio 2015: assegno di ricerca Post-Dottorato 
presso il Centro di Eccellenza Denominato Centro di Ricerca sui 
Sistemi Elettronici per l'Ingegneria dell'Informazione e delle 
Telecomunicazioni "Ercole De Castro" (ARCES) dell’Università degli 
Studi di Bologna, su “Tecniche Innovative per un’Elevata Resa di 
Produzione di Microprocessori ad Alte Prestazioni” 

 Marzo 2012 – febbraio 2013: assegno di ricerca Post-Dottorato 
presso il Centro di Eccellenza Denominato Centro di Ricerca sui 
Sistemi Elettronici per l'Ingegneria dell'Informazione e delle 
Telecomunicazioni "Ercole De Castro" (ARCES) dell’Università degli 
Studi di Bologna, su “Progettazione di Sistemi Fotovoltaici ad Alta 
Efficienza Energetica” 

 Marzo 2009 – febbraio 2012: assegno di ricerca Post-Dottorato 
presso il Centro di Eccellenza Denominato Centro di Ricerca sui 
Sistemi Elettronici per l'Ingegneria dell'Informazione e delle 
Telecomunicazioni "Ercole De Castro" (ARCES) dell’Università degli 
Studi di Bologna, su “Tecniche di On-Line Testing per la Logica di 
Controllo di Microprocessori ad Alte Prestazione” 

 Marzo 2006 – febbraio 2009: assegno di ricerca Post-Dottorato 
presso il Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica (DEIS) 
dell’Università degli Studi di Bologna, su “Tecniche di Design for 
Testability per Microprocessori ad Alte Prestazioni” 

 Gennaio 2005 – febbraio 2006: borsa di studio presso il Dipartimento 
di Elettronica, Informatica e Sistemistica (DEIS) dell’Università degli 
Studi di Bologna, su “Tecniche per il Progetto di Sistemi ad Alta 
Affidabilità” 

 Marzo 2002 – dicembre 2004: borsa di studio MADESS del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR) per il Dottorato di Ricerca presso 
l’Università degli Studi di Bologna  
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2001 

Powerware Argentina S.A. 

(sede di Buenos Aires 

  

 Attività di studio, ricerca e progetto nell’ambito di inverters per gruppi 
di continuità (UPS) di bassa e media potenza 

 
 
 
 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE 

E QUALIFICHE 
 

Aprile 2017 

Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della 

Ricerca (MIUR) 

  Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ai sensi 
dell’art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240) a Professore di II 
Fascia, settore concorsuale 09/E3, nella procedura di Abilitazione 
Scientifica Nazionale 2016 (bando con scadenza 3 dicembre 2016), 
con giudizio unanime della commissione 

   

Aprile 2005 

Università di Bologna 

  Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria 
Elettronica, Informatica e delle Telecomunicazioni (Dottorato 
dell’Università degli Studi di Bologna) con superamento dell’esame 
finale (con Commissione Nazionale) presso l’Università degli Studi di 
Bologna 

   

Agosto 2000 

Universidad de  

Buenos Aires 

  Conseguimento Laurea in Ingegneria Elettronica presso l’Università di 
Buenos Aires (Argentina), titolo equipollente alla Laurea Italiana 
Vecchio Ordinamento 

 
 
 
 

PRIMA LINGUA  SPAGNOLO 

 

 

  ITALIANO 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione 
orale 

 eccellente 

   

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione 
orale 

 Molto buono 
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ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

Università di Bologna 

  
 

 Professore a Contratto per l’insegnamento Sistemi Elettronici ad Alta 
Affidabilità M. 2° modulo (3 CFU), della Laurea Magistrale in 
Ingegneria Elettronica (curriculum Electronica) dell’Università degli 
Studi di Bologna, A.A. 2020-2021, A.A. 2021-2022, A.A. 2022-2023 

 Professore a Contratto per l’insegnamento Introduction to Computer 
Architectures M (6 CFU), della Laurea Magistrale in Ingegneria 
Elettronica (curriculum Electronic technologies for Big-Data and 
Internet of Things – EBIT) dell’Università degli Studi di Bologna, A.A. 
2018-2019  

 Professore a Contratto per l’insegnamento Elettronica T, 2° modulo 
(Elettronica di Potenza, 3 CFU), Corso di Laurea in Ingegneria 
dell’Energia Elettrica, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 
A.A. 2014-2015, A.A. 2015-2016, A.A. 2016-2017, A.A. 2017-2018, 
A.A. 2018-2019 

 Tutor per l’insegnamento “Elettronica T-1” (9 CFU), Corso di Laurea in 
Ingegneria Elettronica, Università degli Studi di Bologna, A.A. 2013-
2014, A.A. 2017-2018 

 Tutor per l’insegnamento “Design for Reliable Data Processing and 
Storage M” (6 CFU), della Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica 
(curriculum Electronics for Intelligent Systems, Big-Data and Internet 
of Things – EBIT) dell’Università degli Studi di Bologna, A.A. 2019-
2020, A.A. 2020-2021, A.A. 2021-2022 

 Tutor per “Attività Informativa, di Accoglienza e Orientamento” (70 
ore), presso la Scuola di Ingegneria e Architettura, Corso di Laurea in 
Ingegneria Elettronica (sede di Bologn), Università degli Studi di 
Bologna, A.A. 2016-2017, A.A. 2017-2018, A.A. 2018-2019, A.A. 
2019-2020, A.A. 2020-2021 

 Esercitazione per l’insegnamento “Design for Testability and 
Reliability of Integrated Circuits M” (9 CFU) della Laurea Magistrale in 
Ingegneria Elettronica dell’Università degli Studi di Bologna, A.A. 
2009-2010, A.A. 2010-2011, A.A. 2011-2012, A.A. 2012-2013, A.A. 
2013-2014, A.A. 2014-2015, A.A. 2015-2016, A.A. 2016-2017, A.A. 
2018-2019 

 Esercitazioni per l’insegnamento “Sistemi Elettronici ad Alta 
Affidabilità M” (6 CFU) della Laurea Magistrale in Ingegneria 
Elettronica dell’Università degli Studi di Bologna, dall’A.A. 2010-2011, 
A.A. 2011-2012, A.A. 2012-2013, A.A. 2013-2014, A.A. 2014-2015, 
A.A. 2016-2017, A.A. 2017-2018, A.A. 2018-2019 

 Esercitazione per l’insegnamento “Elettronica T-1” (9 CFU) della 
Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica dell’Università degli Studi 
di Bologna, A.A. 2011-2012, A.A. 2012-2013 

 Esercitazione per l’insegnamento “Elettronica T” (9 CFU) della Laurea 
Triennale in Ingegneria Elettrica dell’Università degli Studi di Bologna, 
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A.A. 2009-2010, A.A. 2010-2011, A.A. 2011-2012 

 Esercitazioni per l’insegnamento “Sistemi Elettronici ad Alta 
Affidabilità LS” (6 CFU) della Laurea Specialistica in Ingegneria 
Elettronica dell’Università di Bologna, A.A. 2002-2003, A.A. 2003-
2004, A.A. 2004-2005, A.A. 2005-2006, A.A. 2006-2007, A.A. 2007-
2008, A.A. 2008-2009 

 Seminario svolto su “Impatto di Fenomeni di Invecchiamento 
sull’Affidabilità di ICs” nell’ambito del corso “Sistemi Elettronici ad Alta 
Affidabilità M” (6 CFU) della Laurea Magistrale in Ingegneria 
Elettronica (curriculum: Elettronica) dell’Università degli Studi di 
Bologna, A.A. 2020/2021, A.A. 2016/2017  

 Seminario svolto su “Codici a Correzione d'Errore di tipo Single Error 
Correction Double Error Detection (SEC-DED)” nell’ambito del corso 
“Sistemi Elettronici ad Alta Affidabilità M” (6 CFU) della Laurea 
Magistrale in Ingegneria Elettronica (curriculum: Elettronica) 
dell’Università degli Studi di Bologna, A.A. 2020/2021, A.A. 
2018/2019, A.A. 2017/2018, A.A. 2016/2017, A.A. 2015/2016, A.A. 
2014/2015  

 Seminario svolto su “Hadware in the Loop (HiL)” nell’ambito del corso 
“Test, Diagnosis and Reliability M” (6 CFU) della Laurea Magistrale in 
Advanced Automotive Electronic Engineering (A2E2) dell’Università 
degli Studi di Bologna, A.A. 2020/2021, A.A. 2018/2019, A.A. 
2017/2018, A.A. 2021/2022 

 Seminario svolto su “Aging Phenomena and Description of their 
Impact on Soft Error” nell’ambito del corso “Design for Reliable Data 
Processing and Storage M” (6 CFU) della Laurea Magistrale in 
Ingegneria Elettronica (curriculum Electronic technologies for Big-
Data and Internet of Things – EBIT) dell’Università degli Studi di 
Bologna, A.A. 2019/2020, 2017/2018, A.A. 2020/2021 

 Seminario svolto su “Single Error Correction, Double Error Detection 
(SEC-DED) Codes” nell’ambito del corso “Design for Reliable Data 
Processing and Storage M” (6 CFU) della Laurea Magistrale in 
Ingegneria Elettronica (curriculum Electronic technologies for Big-
Data and Internet of Things – EBIT) dell’Università degli Studi di 
Bologna, A.A. 2019/2020, A.A. 2020/2021, A.A. 2021/2022 

 Seminario svolto su “Hadware in the Loop (HiL)” nell’ambito del corso 
“Test, Diagnosis and Reliability M” (6 CFU), della Laurea Magistrale in 
Advanced Automotive Electronic Engineering (A2E2) dell’Università 
degli Studi di Bologna, A.A. 2017-2018 

 Seminario svolto su “Codici a Correzione d'Errore di tipo Single Error 
Correction Double Error Detection (SEC-DED)” nell’ambito del corso 
“Sistemi Elettronici ad Alta Affidabilità M” (6 CFU), della Laurea 
Magistrale in Ingegneria Elettronica (curriculum: Elettronica) 
dell’Università degli Studi di Bologna, A.A. 2014-2015, A.A. 2015-
2016, A.A. 2016-2017, A.A. 2017-2018 
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 Seminario svolto su “Impact of Ageing Phenomena on ICs’ Soft Error 
Vulnerability” nell’ambito del corso “Design for Testability and 
Reliability of Integrated Circuits M” (9 CFU) della Laurea Magistrale in 
Ingegneria Elettronica dell’Università degli Studi di Bologna, A.A. 
2015-2016 

 Seminario svolto su “Hot-Spot Heating in Photovoltaic Cells” 
nell’ambito del corso “Design for Testability and Reliability of 
Integrated Circuits M” (9 CFU) della Laurea Magistrale in Ingegneria 
Elettronica dell’Università degli Studi di Bologna, A.A. 2010-2011 

 Seminario svolto su “Data Security in Reti Wireless” nell’ambito del 
corso “Sistemi Elettronici ad Alta Affidabilità LS” (6 CFU) della Laurea 
Specialistica in Ingegneria Elettronica dell’Università degli Studi di 
Bologna, A.A. 2008-2009 

 

Universidad de 

Buenos Aires 

  Esercitazioni per l’insegnamento "Elettronica Applicata I” della Laurea 
in Ingegneria Elettronica dell’Università di Buenos Aires (Argentina), 
A.A. 2000, 2001 

 
 

MEMBRO DI COMMISSIONE 

ESAMINATRICE 
 

  Membro della Commissione di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Elettronica dell’Università di Bologna, Seconda Sessione di Laurea, 
A.A. 2019-2020 

 Membro della Commissione di Laurea Magistrale in Advanced 
Automotive Electronic Engineering (A2E2) dell’Università degli Studi 
di Bologna, Seconda Sessione di Laurea, A.A. 2019-2020 

 Membro Esperto Aggregato (in Elettronica) della Commissione 
esaminatrice per gli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Ingegnere, sede di Bologna, per l’anno 2018 (I e II 
sessione) 

 Membro Esperto Aggregato (in Elettronica) della Commissione 
esaminatrice per gli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Ingegnere, sede di Bologna, per l’anno 2017 (I e II 
sessione) 

 Membro della Commissione di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Elettronica dell’Università di Bologna, per la Prima Sessione (secondo 
appello) di Laurea A.A. 2015-2016 

 Membro Esperto Aggregato (in Elettronica) della Commissione 
esaminatrice per gli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Ingegnere, sede di Bologna, per l’anno 2015 (I 
sessione) 

 Membro Esperto Aggregato (in Elettronica) della seconda 
Commissione esaminatrice per gli Esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Ingegnere, sede di Bologna, per 
l’anno 2007 (I e II sessione) 
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 Assistenza allo svolgimento del Test di Ammissione ai corsi di Laurea 
della Facoltà di Ingegneria, A.A. 2005-2006, 2012-2013 

 
 
 

 SUPERVISIONE 

ATTIVITÀ DI RICERCA DI 

STUDENTI PHD 

  Ing. Meryem Bouras, studentessa di PhD presso la Mohammed V 
University in Rabat, Rabat (Marocco), ed Erasmus student presso 
l’Università di Bologna (settembre 2016 – giugno 2017) 

 Ing. Zahra Shirmohammadi, studentessa di PhD presso la University 
of Technology, Tehran (Iran), e Visiting PhD student presso 
l’Università di Bologna (settembre 2016 – dicembre 2016) 

 Ing. Vimalathithan Rathinasabapathy, studente di PhD presso la Anna 
University, Coimbatore (India), e visiting PhD student presso 
l’Università di Bologna (settembre 2010 – luglio 2011) 

 Ing. Daniele Giaffreda, studente di PhD presso ARCES, Università di 
Bologna (gennaio 2010 – agosto 2011) 

   

 

CORRELATORE TESI DI 

LAUREA IN INGEGNERIA 

ELETTRONICA 

DELL’UNIVERSITÀ DI 

BOLOGNA 

  “Diagnosi Concorrente di Guasti in Sistemi ad Alta Affidabilità”, Ing. 
Nicola Laffi, A.A. 2002-2003 (svolta in collaborazione con 
STMicroelectronics) 

 “Tecniche di Riconfigurazione Concorrente per Sistemi ad Alta 
Affidabilità”, Ing. Andrea Ferrari, A.A. 2003-2004 (svolta in 
collaborazione con STMicroelectronics) 

 “Strategie di Progetto e di Ausilio alla Progettazione per Automi 
Nanometrici ad Alta Affidabilità”, Ing. Ovidio Losco, A.A. 2003-2004 
(svolta in collaborazione con STMicroelectronics) 

 “Effetti di Guasti Transitori Multipli sul Funzionamento di Circuiti Very 
Deep SubMicron”, Ing. Fabio Toma, A.A. 2004-2005 (svolta in 
collaborazione con STMicroelectronics) 

 “Rivelazione Concorrente di Guasti in Microprocessori ad Alte 
Prestazioni”, Ing. Giuliano Garriamone, A.A. 2006-2007 (svolta in 
collaborazione con Intel Corporation) 

 “Strategie di Misura sul Chip del Clock Jitter per Microprocessori ad 
Alte Prestazioni”, Ing. Daniele Giaffreda, A.A. 2007-2008 (svolta in 
collaborazione con Intel Corporation) 

 “On-Line Testing Approaches for High Performance Microprocessors”, 
Ing. Filopimin Andreas Dragonas, A.A. 2007-2008 

 “Modeling and Tolerance of Faults Affecting Circuits Implemented by 
Emergent Technologies”, Ing. Salvatore Schinella, A.A.o 2007-2008 
(svolta in collaborazione con la Northeastern University, Boston, USA) 
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 “Celle Solari Polimeriche”, Ing. Alessio Ronchini, A.A. 2010-2011 

 “Fault Tolerant Energy Harvesting System for Biomedical 
Applications”, Ing. Roberto Specchia, A.A. 2007-2008 (svolta in 
collaborazione con la Simon Fraser University, Canada) 

 “Power Analysis and Degradation of Organic PV Cells”, Ing. 
Gunanathan Nishanthan, A.A. 2010-2011 (svolta in collaborazione 
con la Notheastern University, Boston, USA) 

 “Faults Affecting the Control Blocks of Photovoltaic Arrays and 
Techniques for Their Tolerance”, Ing. Giacomo Collepalumbo, A.A. 
2010-2011 (svolta in collaborazione con la Notheastern University, 
Boston, USA) 

 “Tecnologie Innovative per un Collaudo Affidabile di Sistemi Digitali 
Avanzati”, Ing. Filippo Fuzzi, A.A. 2011-2012 (svolta in collaborazione 
con Intel Corporation) 

 “Analisi degli Effetti di Guasti Transitori ed Invecchiamento su 
Elementi di Memoria”, Ing. Luz Antuanet Adanaquè Infante, A.A. 
2012-2013  

 “Tecniche Innovative per l’Alta Qualità del Collaudo di Microprocessori 
ad Elevate Prestazioni”, Ing. Edda Beniamino, A.A.2012-2013 (svolta 
in collaborazione con Intel Corporation) 

 “Analisi di Guasti di Sistemi Fotovoltaici e Strategie per la loro 
Tolleranza”, Ing. Alessandro Fiore, A.A. 2014-2015 

 “Strategie per la Caratterizzazione dopo la Fabbricazione del 
Consumo di Potenza di Microprocessori ad Alte Prestazioni”, Ing. 
Kresnik Veliu, A.A. 2014-2015 (svolta in collaborazione con Intel 
Corporation) 

 “Strategie per un’Elevata Qualità del Collaudo di Microprocessori ad 
Alte Prestazioni”, Ing. Riccardo Cesari, A.A. 2014-2015 (svolta in 
collaborazione con Intel Corporation) 

 “Faults Affecting Resistive memories and Approaches to Detect 
Them”, Ing. Sejuti Bardhan, A.A. 2016-2017  

 

 “Strategie per la Rivelazione di Guasti in Memorie Resistive”, Ing. 
Anna Righi, A.A. 2016-2017  

 

 “Progetto di Sistemi Elettronici per Smart Lighting”, Ing. Daniela 
Rossi, A.A. 2016-2017 (svolta in collaborazione con la ditta Becar – 
Beghelli) 

 

 “Progettazione di Sistemi Elettronici per Smart Lighting Basati su 
Sensori ad Onde Infrarosse”, Ing. Francesca Campitiello, A.A. 2017-
2018 (svolta in collaborazione con la ditta Becar – Beghelli) 

 “Affidabilità di Sistemi di Regolazione dell’Alimentazione per 
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Processori Multi-Core”, Ing. Alex Menghi, A.A. 2017-2018 (svolta in 
collaborazione con Intel Corporation) 

 “Progetto di Sistemi di Regolazione dell'Alimentazione ad Alta 
Affidabilità per Processori Multi-Core”, Ing. Alessandro Stefani, A.A. 
2018-2019 (svolta in collaborazione con Intel Corporation) 

 “Sistemi di Regolazione dell’Alimentazione Affidabili per Processori 
Multi-Core”, Ing. Enrico Vicini, A.A. 2018-2019 (svolta in 
collaborazione con Intel Corporation) 

 “Strategia di Smart Lighting basata su Innovativi Sensori a Termopila”, 
Ing. Stefano Pandolfo, A.A. 2018-2019 (svolta in collaborazione con 
la ditta Becar – Beghelli) 

 “Innovative Smart Lighting Strategy Based on Bluetooth Low-Energy”, 
Ing. Mehdi Naseh, A.A. 2018-2019 (svolta in collaborazione con la 
ditta Becar – Beghelli) 

 “Evaluation of Network on Chip Infraestructures for Dependability 
Management in Multicore Processors”, Ing. Muhammad Aqib 
Chaudhry, A.A. 2018-2019 (svolta in collaborazione con University of 
Twente) 

 “Impact of Fault Attacks on Post-Quantum Cryptographic Systems”, 
Ing. Marta Carcione, A.A. 2018-2019 (svolta in collaborazione con la 
Stuttgart University) 

 “Strategie di Autenticazione Affidabili per Sistemi ad Elevata 
Sicurezza”, Ing. Biagio Marzulli, A.A. 2018-2019 (svolta in 
collaborazione con l’Università di Pisa) 

 “Valutazione dell’Affidabilità di Dispositivi di Potenza in Piani di 
Cottura ad Induzione”, Ing. Valentina Bracchetti, A.A. 2019-2020 
(svolta in collaborazione con la ditta Electrolux) 

 “Design of a Smart Lighting Strategy Based on Smartphone Devices”, 
Ing. Aalap Pathak, A.A. 2019-2020 (svolta in collaborazione con la 
ditta Becar – Beghelli) 

 “Review of Fault Mitigation Approaches for Deep Neural Networks for 
Computer Vision in Autonomous Driving”, Ing. Mattia Cerino, A.A. 
2019-2020 (svolta in collaborazione con Intel Labs, Germania) 

 “Safety Risks of Design for Reliability Approaches for 
Microprocessors' Voltage Regulators in Highly Autonomous Intelligent 
Systems”, Ing. Matteo Lenti, A.A. 2019-2020 (svolta in collaborazione 
con Intel Corporation) 

 “Development of Innovative Algorithms and Tools to Test Advanced 
Technology Cell Libraries”, Ing. Francesco Lorenzelli, A.A. 2019-2020 
(svolta in collaborazione con IMEC, Belgio) 

 “Rischi per la Safety delle Cache di Microprocessori per Sistemi 
Intelligenti ad Elevato Livello di Autonomia”, tesi di Laurea Magistrale 
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di Annalisa Manfredi, A.A. 2019-2020  (svolta in collaborazione con 
Intel Corporation).  

 “Design Approaches for Reliable Fully Integrated Voltage Regulators 
of High Performance Microprocessors for Highly Autonomous 
Systems”, tesi di Laurea Magistrale di Abdul Basit Parker, A.A. 2020-
2021 (svolta in collaborazione con Intel Corporation).  

 Tesi di Federico Galli su “Design of an Innovative Electric Vehicle 
Simulator for Charging Systems' End-of-Line Testing” (svolta in 
collaborazione con ABB-EVI), Marzo 2021 

 Tesi di Jaber Nikpouri su  “Strategies for Automatic Validation of 
Infotainment for Electrical Vehicles” (svolta in collaborazione con 
Maserati), Marzo 2021 

 Tesi di Filippo Martini su “Strategies for Reliable Validation of Sensors 
for Road Sign Recognition in Autonomous Vehicles” (svolta in 
collaborazione con Toyota), Marzo 2021 

 Tesi di Andrea Fabrizi su “Strategie di Computer Vision e Deep 
Learning per il Monitoraggio dell'Usura di Macchinari Industriali” 
(svolta in collaborazione con Kiwitron), Marzo 2021 

   

 

PREMI    Best Paper Award del 24th IEEE Defect and Fault Tolerance 
Symposium in VLSI Systems 2009 (Chicago, Illinois, 7-9 Ottobre 
2009), con l’articolo dal titolo: “Novel High Speed Robust Latch”, M. 
Omaña, D. Rossi, C. Metra 

 Certificate of Appreciation dell’IEEE Computer Society, 23 novembre 
2016 

 Certificate of Appreciation dell’IEEE Computer Society, Dicembre 
2020 

 Selezione per l’Innovation@Intel website (“Fishing for Faults in the 
Field”, 21 Maggio 2010), dell’articolo “Low Cost and Low Intrusive 
Approach to Test On-Line the Scheduler of High Performance 
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